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DNKA ‘ URUN KATALOGU METAL ANALIZ SPEKTROMETRELERI
analitik as

STMINILAB 150

Masaistu Metal Analiz Spektrometresi
Giris kalite kontrol ve son triin kontroldnde
piyasadaki en ust dlizey performansa sahip

spektrometredir. Argon atmosferli ve CMOS dedetektorli
optik tanki, Tiirkge yazilimi, kullanim kolayligi, kullanici

dostu ara ylizu ve disik isletme maliyetiile en ok tercih
edilen modellerimizden hiridir.

OZELLIKLER

v 4 Adet CMOS DEDEKTOR v 23 element dlgimu
v" Fe, AL, Cu, Ni, Zn, Ti, Mg, Co, Pb, Sn alasimlarinda analiz v" Vakumsuz Argon Optik

l -Hu [ %]

T ml300

S3 MiniLAB 300

Masaiisti Metal Analiz Spektrometresi

Giris kaliteden, seri tiretim kontrolline kadar bir gok
tesiste yuksek performansta calisahilmektedir.

Argon atmosferlive CMOS detektorli gelistirilmis optik
tank dizayniile dustik dalga boylarina inebilmektedir.
Farkli uygulamalarda Azot (N), Oksijen

(O) ve Hidrojen (H) analizi yapahilmektedir.

OZELLIKLER

v 8 Adet CMOS DEDEKTOR v' 28 elementin distk limitlerde dlglimii
v" Fe, AL, Cu, Ni, Zn, Ti,Mg, Co, Pb, Sn alasimlarinda analiz v" Vakumsuz Argon Optik




METAL ANALIZ SPEKTROMETRELERI URUN KATALOGU ‘ ANKA
analitik as

SH Solaris Plus

Laboratuvar Tipi Metal Analiz Spektrometresi
Laboratuvar tipi profesyonel cihazlarimizdan olan S5, CMOS detektér ve
500 mm vakum optik tankiyla diistik konsantrasyonlarda yiiksek
performans sunmaktadir. Glnlik analiz sayisinin yliksek oldugu seri tretim
tesislerinde ve Ar-Ge Laboratuvarlarinda siklikla tercih edilmektedir. Yeni
nesil sessiz vakum pompasi ve yilksek cozinirlikli detektorleriyle cok
distik limitlerde okuma yapahilmektedir.

OZELLIKLER

v 12 Adet CMOS DEDEKTOR v" 32 elementin diistk limitlerde 6lgtimi
v" Fe, AL, Cu, Ni, Zn, Ti,Mg, Co, Pb, Sn alasimlarinda analiz v" Vakum Optik

S/ Metal LAB Plus

Laboratuvar Tipi Metal Analiz Spektrometresi
ST Metallab Plus, CMOS detektdr, 500 mm vakum optik ve opsiyonel
ikinci optik tankiyla en dlistk konsantrasyonlarda bile ylksek
performans sunmaktadir. Glinlik analiz sayisinin ytiksek oldugu seri
{iretim tesisleri, Ar-Ge veya Universite Laboratuvarlarinda siklikla tercih
edilmektedir. Yeni nesil sessiz vakum pompasi ve ytksek ¢ozundrlikli
detektorleriyle ok diistik limitlerde okuma yapabilmektedir.

OZELLIKLER
v’ 12 Adet CMOS DEDEKTOR + Ikinci Optik Opsiyonu v 35elementin disiik limitlerde 8lctimdi
v" Fe, AL, Cu,Ni, Zn, Ti, Mg, Co, Pb, Sn alasimlarinda analiz v" Vakum Optik




DNKA ‘ URUN KATALOGU METAL ANALIZ SPEKTROMETRELERI
analitik as

S6 SIRIUS 500

Laboratuvar Tipi Hibrit Metal Analiz Spektrometresi
Gelismis analitik yetenekler ve olagantistii 6lglim
guvenilirligi gerektiren laboratuvarlar ve dretim ortamlari
icin tasarlanmis yuksek performansli, optik emisyon
spektrometresidir.

OZELLIKLER

v Yiiksek hassasiyetli CMOS DEDEKTORLU Optik v NOHelement analizi
v" Fe, AL, Cu,Ni, Zn, Ti, Mg, Co, Pb, Sn alasimlarinda analiz v" 119-850 nm spektral aralik

Seyyar Metal Analiz Spektrometresi
Metal Uretimi, metal isleme ve metal geri kazanim tesislerinde,
yerinde analiz yapmak amaci ile gelistirilmis seyyar

metal analiz spektrometresidir. Celikhanelerin ark ocagi
platformlarinda final testler icin, hurda tesislerinde cok cesitli
metal tiplerinin tasnifi ve analizlerinde kullanilabilir.

OZELLIKLER

v 7 Adet CMOS DEDEKTOR v" Fe, AL, Cu, Nialasimlarinda analiz
v" Sahakullanimina uygun Seyyar Spektrometre v" Opsiyonel Batarya ve Tasima Arabasi




METAL ANALIZ SPEKTROMETRELER] URUN KATALOGU ‘ANKA
analitik a.s

RDE Rotroil

Yag Analiz Spektrometresi
Makine yaglari, tasima ve sogutma sivilarindaki asindirici
metaller, kirletici malzemeler ve katki maddelerinin iz
konsantrasyonunun belirlenmesi igin tasarlanmis optik
emisyon spektrometresidir. Dahili veya harici bilgisayar
secenekleriile birlikte Otomatik Numune Degistiricili
versiyonu mevcuttur.

UYUMLU OLDUGU STANDARTLAR

v" ASTM D8535 v' ASTMD6728

Fquilab AL 204

Equilab AL 204 cihaz,

metal ctruflarindaki aliminyum
konsantrasyonunun hizli ve dogru bir sekilde
belirlenmesiicin dzel olarak tasarlanmistir.

Numunenin sodyum hidroksit (NaOH) ile saldirisindan kaynaklanan gazlarin analizi sayesinde, numunedeki
aliminyum iceriginin ytzdesi hizli (sadece 10 dakika icinde) ve dogru (dogruluk >%399) elde edilebilir.
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X-RAY DIFRAKTOMETRELERI URUN KATALOGU ‘ DNNIKKA

analitik a.s

Explorer XRD

Cok Amacl, Yiksek Cozunirliklu
Theta/Theta X-Ray Difraktometre

EXPLORER, faz analizinden ince filme kadar bir cok
uygulamada en iyi performansi sunan, bagimsiz
TORK motorlarina sahip cok amacli bir XRD cihazidir.

UYGULAMALAR
v" Geleneksel X-Isini toz difraksiyonu (XRPD). v" Kiicuk ve Genis aci X-Isint kirinimi (SAXS & WAXS).
v" Reflektometri (XRR). v" Kalinti - Gerilm ve Doku(Texture) analizi.
v" Grazing Incidence X-Isin difraksiyonu (GIXRD). v" Ortam-disi(Non-Ambient) X-Isini difraksiyon analizi
V" Yiksek Gozunurluklu X-Isini difraksiyonu (HRXRD). v" Toplam X-Isini fllioresansi (TXRF)

Kalinti Gerilim Analiz Cihazi
StressX, 6 antromorfik eksenli robot kafasi
sayesinde, farkli boyutlardaki numunelerin,
tahribatsiz Kalinti Gerilme (Residual Stress)
analizinin kolay ve hassas bir sekilde
yapilmasina olanak saglayan XRD cihazidr.

UYUMLU OLDUGU STANDARTLAR

v" ENUNI15305 v ASTM 915

"



X-RAY DIFRAKTOMETRELERI URUN KATALOGU ‘ DNNIKANA

analitik a.s

Apd 2000 Pro XRD

Toz Theta-Theta X-Ray Difraktometresi

APD 2000 PRO, polikristalin malzemelerin XRD kalitatif
ve kantitatif analiziicin bir Theta/Theta toz kirinimi

sistemidir.
UYGULAMALAR
v’ Kristal Faz Orani (Ornek Kalibrasyon, RIR, Rietveld) ~ v* Numunelerdeki Amorf Miktar Analiz
v Kristal Yapi Analizi v Faz Gegis Analizi

v' Kristalinite indeksi ve yiizdesi analizi




DNKA ‘ URUN KATALOGU X-RAY DIFRAKTOMETRELERI

analitik a.s

Arex XRD

Kalinti Ostenit Analiz Cihazi

Ostenit (Austenite) iceriginin dogru 8lciimi,
IsiLislem sureglerinin gelistirilmesi ve
kontrolinde cok dnemlidir. AreX, Kalinti
Ostenit (Retained Austenite) 8liimii yapan
tam otomatik XRD cihazidir.

UYUMLU OLDUGU STANDARTLAR
v ASTME 975-03

Spider EDGE

Tasinabilir Kalinti Gerilim ve
Kalinti Ostenit Analiz Cihazi
EDGE tasinabilir bir Teta/Teta X-isini
difraktometresidir.

Kalinti gerilimi, kalinti 6steniti belirlemek ve alasimlarin yapisini ve faz bilesimini arastirmak igin
Uretim numuneleri ve numuneler tzerinde gtvenilir lctimler yapilmasina olanak tanir.

12
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DNKA ‘ URUN KATALOGU NUMUNE HAZIRLAMA CIHAZLARI

analitik a.s

indiiksiyon Isiticisi
Metal numuneleri analiz yontemine gore farkl
sekilde hazirlanmak gerekmektedir. Metalin
sertligine bagli olarak, numuneyi yumusatmak ve
sonrasinda ezmek veya pim numune almak igin gaH-3!
numuneyi bircok kez dnceden isitmak gerekir.

@ EQUILAB

Equilab EQH-3.0 indiiksiyon Ocad, lollipop numuneleri ve metal cubuklari
hirkac saniye icinde yumusatmak ve isitmak igin 6zel olarak gelistirilmistir.

Bilyali Degirmen

Equilab EQM-402, kiictik miktarlardaki
numuneleri hizli bir sekilde 6gutmek,
@ rous karistirmak ve homojenlestirmek icin
tasarlanmustir.

4 Az miktarda (15 g'a kadar) sert, yari sert ve kirilgan numunelerin son hazirligricin dizayn edilmistir.
v Ik boyutu 0.8 1.5 mm olan numuneden, 10p'dan daha kigtik boyutlara 6gitilmis numune elde edebilir.

14



NUMUNE HAZIRLAMA CIHAZLARI

ANKAN

analitik a.s

URUN KATALOGU ‘

indiiksiyon Eritis Cihazlari
FX Serisi, homojen, hizli ve verimli bir sekilde
elektrik indlksiyon yoluyla galismasindan
dolayi, XRF, AAS ve ICP cihazlarina numune
hazirlamada teknolojik bir atilimi temsil
etmektedir.

Bir, iki veya (¢ istasyonlu modiiler sistemi sayesinde, numunenin ergitme sirecini,
bagimsiz ve ayri ayri kontrol edebilen, gercek zamanli olarak goriintileyebilen otomatik tinitelerdir.
v/ Numuneyi hazirlama siiresi (Ergitme+Sogutma) 6 ila 10 dk arasindadir.

MultiEQP-100

Metalik Numune

Hazirlama Unitesi
Metalik numuneleri ezme, kesme
ve delme islemlerini yapabilen
cok yonlu bir ekipmandir.

v" OES analizleriigin numune kesme ve diiz ylzey elde etmeye uygundur.

v XRF analizleriicin pelet tiretmeye uygundur.

v N,OH,C ve S Elementel Analiz cihazlarrigin farkli boy ve kalinlikta Pim Numune hazirlamaya uygundur.

15



DNKA ‘ URUN KATALOGU NUMUNE HAZIRLAMA CIHAZLARI

analitik a.s

QP-200

Otomatik XRF-FTIR Pelet Ultrapres
Farkli presleme aparatlari sayesinde gesitli
sekil ve caplarda peletler Uretebilen tam
otomatik bir XRF-FTIR pelet presidir. Dijital
ekran, tim islem strecini takip edebilmenizi
ve kolay bir kontrol saglaminizi mimkain kilar.

v (032mm & @ 40mm capinda pelet icin 50 tona kadar basing uygulayabhilir.
v Tekve ¢ift donglilli basing uygulama 6zelligi ile 5 adet farkli calisma programi kullanilabilir.

Manuel Hidrolik Pelet Pres
Equilab Pelet Presleri, 6zellikle yuksek dizeyde
stabiliteye sahip, cok duz ve ¢atlaksiz ylzeylere
sahip, mikemmel kalitede peletleri elde etmek
icin tasarlanmustir.

v" 30tonakadar basing uygulabilir.
V' 032mm & @ 40mm capinda pelet liretimine uygundur.

16



NUMUNE HAZIRLAMA CIHAZLARI URUN KATALOGU ‘ AD\NIKA

analitik a.s

cquilab EQR-200

Titresimli Halkali Degirmen
Ozellikle cam, toprak, ciiruf, metalik oksit,
ferro alasimlar, ¢cimento ve seramik malzemeler
gibi cok cesitlinumunelerde analitik tane

boyutlari elde etmek igin tasarlanmis bir 6gtitme
degirmenidir.

v" 100 mlve 200 mlhacimile Celik ve Tunsten Karbiir 6gtitme diski secenekleri.
v llk boyut 15mm'den 50 pm ‘a kadar 8guitebilme dzelligine sahiptir.

QBlock

Numune Yakma Sistemleri

QBlock, 400 °C ye kadar ulasabilen yas

yakma ve isitma blogudur. Teflon kapli
grafit blok sayesinde sicaklik ve asindirici
kimyasallara karsi cok yuksek dayanima
sahiptir.

v 230°C ve 400 °C kadar ulasahilen isitma bloklar. v Uclii asit (tri-asit) optimize edilmis, benzersiz
v 50mL ve 100 mL tiiplericin 20, 56, 72 ve 90 adet homojen isitma teknolojisi.
kapasiteli blok opsiyonlart.

17
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PARTIKUL KARAKTERIZASYON CIHAZLARI URUN KATALOGU ‘ ANKA
analitik a.s

Bettersizer ST

Ekonomik Ve Kompakt Partikil Boyutu Analizori
Bettersizer ST, patentli Cift Lensli Optik (DLOS)

Bettersizer ST kompakt bir tasarim saglar. ST, yuksek ¢ozintrlikLu
veriler lireten 86 yliksek hizli dedektor icerir. Bu ylksek
B, hizli dedektor sistemi, genellikle 15 saniye gibi kisa bir
o stirede hizli sonuglar verir.

OZELLIKLER VE FAYDALAR
v Kompakt tasarim v" Tektusla élciim kolaylig
v Tam otomatik yas dispersiyonile yliksek tekrarlanabilirlik v Yuksek kesinlik ve dogruluk
v Olclim Araligr: 0.1 ym - 1000 pm v Esnekraporlama segenekleri
[ X ]

BeNano

Nanopartikil Boyutu ve Zeta Potansiyel Analiz Cihazi

BeNano Serisi Cihazlara entegre edilmis Dinamik isik sagiimi (DLS), elektroforetik isik sagilimi
(ELS) ve statik isik sacilimi (SLS) sistemleri sayesinde Nanopartikiil Boyutu, Zeta Potansiyel ve
Molekil Agirligr analizlerini dogru ve kararli bir sekilde yapabilmektedir. BeNano Serisi, kimya,
kimya muhendisligi, biyoloji, eczacilik, gida, malzemeler vb. dahil olmak tizere gesitli alanlarin
akademik ve Uretim sureglerinde yaygin olarak kullanilimaktadir.

OZELLIKLER VE FAYDALAR
v Boyutaraligr: 0,3nm - 15um v Konsantre numuneler icin kullanici tarafindan
v Minimum numune hacmi 3pL ayarlanabilen sacilma hacmi
v" Lazer yogunlugunun otomatik ayarlanmasi v PALS (Faz Analizi Isik Sacilimi) teknolojisi
v" DLS geri saciim (173°) algilama teknolojisi v" Programlanabilir sicaklik kontrol sistemi
v' 21CFRBOLIM 11,1S0 22412, 1S0 13099 ile uyumluluk
[ X ]




ANKA ‘ URUN KATALOGU PARTIKUL KARAKTERIZASYON CIHAZLARI
analitik as

Bettersizer S3 Plus

Partikil Boyut ve Sekil Karakterizasyon Sistemi

Lazer kirinimi ve otomatik gértintiilemeyi tek bir modelde sorunsuz bir sekilde

birlestiren Bettersizer S3 Plus, yalnizca 0,01 ila 3500um arasinda genis bir boyut araligi elde
etmekle kalmaz, ayni zamanda gok cesitli malzemelerin tlim boyut ve sekil parametrelerini
analiz eder. Givenilir performans ve kullanici dostu ¢alisma modu, Bettersizer S3 Plus't malzeme
karakterizasyonuna ihtiyag duyan arastirmalar igin en iyi secim haline getirir.

OZELLIKLER VE FAYDALAR
v" Partikil Boyut & Seklini es zamanli dlgehilme v" Yiksek performansli ve uzun 6mrll optik sistem
v Genisdlcim araligr: v Tektuslakolay kullanim
Partikuil boyutu 0.01pm - 3500um v Otomatik seyreltme
Partikil sekli 2um - 3500um

Bettersizer 2600 Plus

Yas & Kuru Dispersiyonlu Partikil Boyutu Analizéri

Bettersizer 2600 Plus, mikrondan milimetreye kadar givenilir tane boyutu 6lglimii
yapmaktadir. Lazer difraksiyonu ve dual-kamera dinamik gortintiileme teknolojilerini tek
bir modiiler platformda birlestirerek, 0,02—-3500 um araliginda boyut ve sekil
karakterizasyonu sunar. Yenilikci optik sistem ve Standart GCalisma Prosediirii (SOP)

tarafindan yénlendirilen 2600 Plus, yiiksek islevsellik, kolay kullanim, dlistik bakim ve
maliyet etkinligi arasinda uyumlu bir denge kurar.

OZELLIKLER VE FAYDALAR
v Genis6letimaraligr: v Yasve Kuru tam otomatik dispersiyon
Yas: 0.02um - 2600um v Yiksek kesinlik ve dogruluk
Kuru; 0.Jum - 2600pm v' Tektusladlgtim kolayligi

Dinamik Gorlntlleme: 2 um - 3500um




PARTIKUL KARAKTERIZASYON CIHAZLARI URUN KATALOGU ‘ ANKA
analitik as

BeVision M1

Otomatik Tarama ile Partikiil Boyut ve Sekil Analizorii
BeVision M1, filtre kagidi temizlik analizi icin otomatik

bir goriintl tarama sistemidir. Metalurjik mikroskop,
programlanabilir motorlu sahne, otofokus islevi ve

yliksek ¢ozlntrliikli CCD kameraile donatilmis BeVision

M1, gériintuleri otomatik olarak bily(k bir panoramada
hirlestirerek her bir parcacigl yakalayabilir ve taniyabilir.

OZELLIKLER VE FAYDALAR
Olctim Araligi: 1um - 10,000pum v Partikil tanima hizi: 210000 partikiil / dak
Parcacik boyutu ve sekil analizi v Testsiresi: <10 dakika
Otomatik taramaile yliksek verimde partikiil yakalayarak ~ v*  Eksik tespit orani : <% 3 (I0um'dan bilyiik boyutlu
birkac dakika icinde istatistiksel temsiliyeti saglar parcaciklarin timi eksik olmadan tespit edilehilir.)
[ X ]

BeVision ST

Klasik Goriintiileme ile Partikiil Boyut ve Sekil Analizorii
BeVision S1, sezgisel ve dogru parcacik boyutu dagiim analizi
saglayan geleneksel mikroskop gortintiileme yontemiigin en son
yazilim parcacik gortintt isleme teknolajisini kullanir. BeVision ST,
asindiricilar, stiper sert malzemeler, kiiresel malzemeler ve metal
tozu asindiricilar gibi parcacik sekli gbzlem ve analiz alanlarinda
yaygin olarak kullanilmaktadir.

OZELLIKLER / AVANTAJLAR
v" Olgtim Araligi 1 um - 3000 um v Hemkuruhem de yas dlgiim
v 24farkli parcacik boyutu ve sekil parametresi v 1S09276-6'ya uygun sonuglar

v" Farkliuygulamalar igin istege bagli modeller

21



ANKA ‘ URUN KATALOGU PARTIKUL KARAKTERIZASYON CIHAZLARI
analitik as

Bettersizer 2000S

Sprey Damlacik Boyutu Analizoru
Lazer kirinim sensor( Bettersizer 2000S, Tum ila 2000pm
arasinda degisen damlaciklar veya kati parcaciklar iceren
spreylerin parcacik boyutu analizleriigin tasarlanmistir.
Genisligi ayarlanahilen 6lglim bolgesi, Bettersizer
2000S'nin laboratuvarlardaki veya pilot tesislerdeki zorlu
teknik uygulamalarda bireysel misteri gereksinimlerine
esnek bir sekilde uyarlanmasini destekler.

OZELLIKLER VE FAYDALAR
v" 1lum-2000um dlgiim aralig v Sizdirmazlik seviyesi: IP65
v Genisligi ayarlanabilir 6lctim bélgesi v Lens korumasi
v" Hizlitest <10sn. v" Saha ortamina ve miisteriihtiyaclarina gore esnek kurulum.
[ X}

22



PARTIKUL KARAKTERIZASYON CIHAZLARI URUN KATALOGU ‘ ANKA
analitik a.s

BeVision W1

Dinamik Gériintl Analizéri (Sivi Dagilim)
BeVision W1, yliksek ¢ozundrliikLd dinamik goriintii parcacik
boyutu ve sekil analizériidir. Kilif akis teorisine dayali olarak,
BeVision W1 her parcacigi yakalayabilir ve dogru goriinti

verileri saglayahilir. BeVision W1, bilimsel arastirma ve kalite
kontrol igin en iyi gozimd(ir.

OZELLIKLER VE FAYDALAR

v S Dispersiyon 6lgtim araligr: 4um-400um. v Kilif akis teorisi: her bir parcacigin hiicrenin odak diizleminden

v Hem boyut hem de sekil igin coklu sonug sirayla gegmesini saglar, parcacik cakismasini ve
parametreleriyle detayli analiz odak bulanikligini ortadan kaldirir.
v Optimize edilmis yazilim
[ X ]

BeVision D3

Dinamik Goriintii Analizéri (Kuru Dagiim)

BeVision D3, mikroskohik bir gdriintii pargacik boyutu ve sekil
analizOriid(ir, kaba parcaciklar ve mikron araligindaki toz

malzemeler icin tahribatsiz lctim saglar. BeVision D3'lin
yuksek hizli CCD kamerasi ve ¢oklu is pargacigi yazilimi,

parcaciklarin hizli bir sekilde tanimlanmasina, kararli ve dogru
6lctim sonuclari elde edilmesine olanak tanir.

OZELLIKLER / AVANTAJLAR

v" Kuru Dispersiyon élgtim araligr: 1.5 pm -16,000um (16 mm) V" Yiksek hizli CCD kamera ve topaklari taniyan akilli

v" Hem boyut hem de sekil igin coklu sonug parametreleriyle yaziimla dogru ve hizli 6lctim (10.000 p/dk)
detaylianaliz V" Yiksek kesinlikte drnekleyiciile ylksek tekrarlanabilirlik

23
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ELEK SARSMA CIHAZLAR] URUN KATALOGU ‘ DNNIKKA

analitik a.s

Kalibreli Elekler

Kalibreli Test Elekleri
/ Laboratuvar analizlerinizde kesinlik ve tekrarlanabilirlik arayanlar icin eleme
teknolajisinin lider markasi Endecotts, trtin portfoyumuze katilmistir.
Hassas muhendislik ve yliksek kalite standartlariyla dretilen bu elekler, en
zorlu test stireclerinde hile glivenilir sonuclar sunar

OZELLIKLER VE FAYDALAR
v Elek Olctleri: 20 pm-125 mm v" Uzun 6mdrll kullanim saglayan korozyona dayanikli
v ElekCaplar:8ing/12in¢c /100 mm /200 mm paslanmaz gelik govde ve tel orgd.
300mm /400 mm /450 mm v IS0 3310 ve ASTM E11 standartlarina uygun
[ X ]

Flek Sarsma Cihazlari

Laboratuvar Tipi Elek Sarsma Cihazlari

Endecotts elek sarsma cihazlari, partikiil boyutu analizinde
dlnya capinda kabul gormus mihendislik kalitesini
laboratuvarlariniza tasir. Gelismis tig boyutlu (3D) sarsma
aksiyonu sayesinde numuneyi tum elek ylizeyine homojen bir
sekilde dagitarak, en zorlu malzemelerde bile hizli, hassas ve
tekrarlanabilir sonuglar elde etmenizi saglar.

OZELLIKLER VE FAYDALAR
v Olgiim Arali§r: 20 pm-125 mm v" Maksimum elek sayisi : 7 tam boy
V' Islak ve Kuru Eleme Opsiyonu v' 3Boyutlu (3D) Sarsma Aksiyonu
[ X ]
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ANKA ‘ URUN KATALOGU YUZEY VE GOZENEK KARAKTERIZASYON CIHAZLAR
analitik as

Otomatik Cift Doner Tablali Thermogravimetrik
Analiz Cihazi

Bu makro termogravimetrik analiz sistemi, kurutma kayhbi
teknigini kullanarak malzemelerin bilesimsel ¢zelliklerini
belirlemek icin tasarlanmistir. Gelismis karusel yapisi ve gift
termokupl sistemi ile hem firin hem de numune sicakligini
titizlikle izler, kullanici dostu arayuzl sayesinde karmasik isil
analiz sureclerini standartlastirilmis bir is akisina donsttrdr.

TGA et250

OZELLIKLER VE FAYDALAR
v Tam Otomatik Termogravimetrik Analiz v~ 1100°C'ye kadar ¢ikabilen ¢ift termokupl
v Dahili Hassas Tartim ve Karusel Sistemi destekli ist kontroli
[ X J
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TOZ KARAKTERIZASYON CIHAZLARI URUN KATALOGU ‘ ANKA

analitik a.s

PowderPro Al

Otomatik Toz Karakterizasyon Cihazi
PowderPro Al, gesitli toz malzemelerin Durma Aglsl,
Disme Agisi, Spatula Acisi, Toplu Yogunluk olarak
ve gesitli toz malzemelerin Tapped Yogunlugu gibi
toz 0zelliklerini analiz edebilen tam otomatik toz
karakterizasyon cihazidir.

-

Bettersizé

Elek Boyut Araligi ; 45-2000 pm
UYUMLU OLDUGU STANDARTLAR

v' ASTMD6393-08/D6393-14 v' EP7007/2010:20934E
v' Carrendekslemesi test yontemleri v (B/T16913-2008-4.5, GB/
v USP32-NF27 <616> T14791-2011, GB/T5162-2006

BeDensi T Pro

Sikistirmali Yogunluk Analiz Cihazlari .
BeDensi T serisi sikistirmali yogunluk analiz cihazlarinin,

T1 (tek silindir), T2 (iki silindir) ve T3 (ug silindir) olmak lizere

ug farkli opsiyonu bulunmaktadir. T2 ve T3 aynianda 2 veya 3 toz drnegi igin
sikistiritmis yogunlugu 6lcebilir.

UYUMLU OLDUGU STANDARTLAR

AN

1S03953:1993 standardi ve US Farmakopesi ile uyumludur, v' ASTMD4781,ASTM D4164, ASTM B 527
v DIN53194 v 1SO787-11,1S0 3953, 150 8460, IS0 8967

29



DNKA ‘ URUN KATALOGU TOZ KARAKTERIZASYON CIHAZLAR

analitik a.s

BetterPyc 380

Gercek Yogunluk Olcer Gaz Piknometresi
Son derece hassas olciimler saglamak icin gaz yer
degistirme yontemini kullanan otomatik gaz piknometresi,
ot Sl eniyi hassasiyeti sunar. Sicaklik kontrolU, basing algilama
Bettersiz2 ve sezgisel yazilimla numunelerinizin hacmini, gercek
yogunlugunu, katricerigini ve agik hiicre igerigini 4 haneye
kadar dogrulukla olger.

OZELLIKLER VE FAYDALAR

v" Goklu islevsellik: hacim, yogunluk, katiicerik ve acik hticre tayini v Yuksek dogruluk saglayan sertifikali kalibrasyon
v Yiksek kesinlik saglayan kararli ve saglam sistem v" Kolay kullanim saglayan yazilim ve 6lgtim hiicreleri
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DNKA ‘ URUN KATALOGU UNIVERSAL TEST CIHAZLARI

analitik a.s

QUASAR Serisi

Cekme Basma Cihazlari

Esnek ve modtiler yapiya sahip Quasar
Serisi, uluslararasi standartlarina uygun,
eksiksiz ve dogru veri yonetimi saglayan
guclu ve akilli LabTEST yaziimiile
kontrol edilmektedir.

Farkli uygulamalar igin ceneler, 6zel ekstansometreler, ek yik hiicreleri,
sicaklik odalari ve daha bircok aksesuarla donatilabilir.

v" Quasar Serisi 2,5 kN ‘dan 2000 kN'a kadar degisen kapasitelerde tretilmektedir.

IMPACT Serisi

Centik Darbe Test Cihazlar
Motorlu gekic kaldirma ve elektronik
kontrol paneli ile donatilmis IMPACT
serisi, ISO148 ve ASTM E23 standartlari

dogrultusunda Charpy ve Izod testlerine
uygundur.

v IMPACT Serisi 150/300/450/600/ ve 750J kapasitelerinde (iretilmektedir
V" IMPACT 150-300 ve 450J, karbon ve paslanmaz gelikleri test etmek igin ideal ¢ozimdiir.
V" IMPACT 600 ve 750J paslanmaz gelikler, stiper alasimlar (nikel, titanyum) gibi yiiksek mukavemetli malzemeler igin idealdir.
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ANKAN

analitik a.s

‘ URUN KATALOGU

Yag Standartlari
CONOSTAN Urtnleri, yag ve diger organik
sivilardaki elementlerin analizine yonelik AAS,
ICP, DCP, XRF, RDE ve diger analitik cihazlarin
kalibrasyonunda ve galistirilmasinda yaygin
olarak kullanilmaktadir.

LABORATUVAR SARFLARI

N 7,
| A==
Convosta

v (55

CONOSTAN Tekli ve Multi Element Standartlari
CONOSTAN TAN ve TBN Standartlar
CONOSTAN Viscosity Standartlari

CONOSTAN Sulfur Standartlari

AN NI NN

AN NI NN

CONOSTAN Klor Standartlari

CONOSTAN Flash Paint (Parlama Noktasi) Standartlar
CONOSTAN FTIR Test Standartlari

CONOSTAN Particle Sayim Standartlart

ICP-AAS-XRF

Standartlar ve Sarflari
SCP SCIENCE, AAS, ICP ve XRF cihazlarricin
tek ve coklu-element kalibrasyon standartlari
icin genis Urln yelpazesi sunmaktadir.
Analitik tekniklere uygun sarflar, Ureticilerin
gereksinimlerini karsilama veya asma
konusunda kosulsuz garanti altindadir.

Agromat Standartlari

Tekli ve Coklu Element Standartlar,
Kalibrasyon ve Dogrulama Standartlart
XRF Numune Kaplari

SRS

XRF Ince Film

Fusion Fluxes

ICP Peristaltic Pompa Tupleri
ICP Numune Giris Parcalart

LSRN
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